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ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会（TSC）は、2023年3月31日をもって終了することとなりました。

当面、本ホームページはアーカイブとして公開しますが、更新等は行いません。

長い間ありがとうございました。



2023年3月31日

ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会（TSC）事務局





WHAT'S NEW.

	2022/11/22 New! 【2022/12/22 オンラインセミナー開催】ALD（原子層堆積）による成膜技術【概要】ALDの基礎から様々な成膜事例、アプリケーションについて紹介いたします。
	2022/9/16 【2022/10/20オンライン開催】第14回TIAシンポジウム～未来を拓くTIA半導体・デジタル産業戦略を切り口に、研究開発や人材育成に取り組む拠点形成など、TIAの幅広い取組を紹介します。
	2022/6/28 【2022/7/21オンライン開催】第6回TIAかけはし 成果報告会「かけはし」TIAの６機関の研究・技術の「種」を企業との連携により「芽」に育てる事業の2021年度の成果を報告致します。
	2022/2/8 【2022/03/11 オンラインセミナー開催】マスクレス描画技術【日時】2022年 03月 11日（水）12:55～17:10  Web配信にて開催予定【概要】極微細電子ビーム露光技術と電子ビーム描画装置の高速化、レーザー描画装置によるグレースケール露光・厚膜レジストプロセスについて紹介いたします。多数の御参加をお待ちしております。
	2021/10/14 【2021/12/22 オンラインセミナー開催】原子層堆積技術（ALD）による成膜技術【日時】2021年12月22日（水）12:55～17:30 Web配信にて開催予定【概要】ALDによる成膜アプリケーションとサーマル／プラズマによる各ALD装置及び様々なプリカーサー材料について紹介する予定です。多数の御参加をお待ちしております。
	2021/09/22 第13回TIAシンポジウム参加登録開始【日時】2021年10月28日（木）13:30～ Web配信にて開催予定【テーマ】TIA によるオープンイノベーション（副題：イノベーション推進の成功事例）。TIAのポスト５Gに関する取り組みについても取り上げる予定です。多数の御参加をお待ちしております。
	2021/05/27 【2021/7/14オンライン開催】第5回TIAかけはし 成果報告会「かけはし」TIAの６機関の研究・技術の「種」を企業との連携により「芽」に育てる事業の2020年度の成果を報告致します。
	【オンラインセミナー開催】電子ビームリソグラフィセミナーⅥ～電子ビーム露光とレーザービーム描画によるグレースケール露光～（2021年2月14日開催）のお知らせ。
	2020/10/02 第12回TIAシンポジウム参加登録開始【日時】2020年11月19日（木）Web配信にて開催予定【テーマ】新価値創造, 技術革新. TIA発イノベーション
ノーベル賞受賞者の吉野彰博士をお招きする予定です。多数の御参加をお待ちしております。
	2020/02/04 NPF特別セミナー～量子コンピュータの実現に向けて～（産総研臨海センター会議室、3月19日、産総研NPF主催、TSC共催）のお知らせ
	2019/12/23 薄膜技術実践セミナーV（2020年1月22日、産総研NPF主催、TSC共催）のお知らせ
	2019/06/10 【セミナー開催】電子ビームリソグラフィセミナーV【日時】2019年11月27日【場所】筑波大学東京キャンパス文京校舎119 号教室　 （丸ノ内線茗荷谷駅）【その他】参加費無料、要参加登録
	2019/06/10 光・ナノ計測実践セミナーIV（2019年7月29日　産総研NPF、TSC共催）のお知らせ。
	2019/02/14 NPFセミナー ～省エネルギー社会に貢献するGaN材料の将来と、そのキープロセス技術～(2019年3月14日、産総研NPF主催、TSC共催）開催のお知らせ。






活動内容

	
		本Webページ「TSC計測分析技術交流広場」（無料サイト）の運営

		先端分析技術に関してオープンに討議する場を提供し産学独の連携をベースに日本の技術力アップに寄与することを目的としたホームページです。計測分析技術について日頃、疑問に思っていることや抱えている課題について調べたり、関係者と自由に質問討議したりすることができます。分析初心者から分析上級者まで計測・分析に興味のあるすべてのエンジニア、研究者、学生を対象としています。

	
	
		計測分析セミナーの開催

		会員向けの計測分析技術に関するセミナーを開催しています。セミナーのテーマは、会員の方々の希望に合わせて選んでおります。本年度は、7月にヘリウムイオン顕微鏡のセミナー・見学会を開催しました。

	
	
		この他にも、計測・分析技術のニーズ/シーズを発掘すべく活動範囲を広げていく予定です。
	



会員募集


	現在会員は、富士通研、富士電機、JFEテクノリサーチ、パナソニック、産総研、オン・セミコンダクター、東芝 （アルファベット順）となっています。半導体メーカー以外の企業の参加も歓迎致しますので、興味ある方は、是非、TSC事務局までお問い合わせ下さい。
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